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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Ochrona witasnosci intelektualnej

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Protection of intellectual property

Obowigzuje od roku akademickiego

2015/2016

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Geodezja i Kartografia

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogodlnoakademicki
(ogdlnoakademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Jednostka prowadzgca modut

Centrum Ochrony Witasnosci Intelektualnej

Koordynator modutu

dr Katarzyna Ossowska

Zatwierdzit:

dr hab. Lidia Dabek, prof. PSk

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotow

inny
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

semestr 5

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin

nie
(tak / nie)

Liczba punktéw ECTS

1
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Efng dzenia zajeé wykitad ¢wiczenia laboratorium projekt Inne
w semestrze 15

C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentéw z podstawowymi problemami dotyczgcymi

Cel ochrony autorskoprawnej i ochrony wiasnoéci przemystowej, ponadto z zagadnieniami
modutu | zwalczania nieuczciwych praktyk rynkowych.
Symbol ) prol\:voartrig:nia odniesiel:\ie do odniesie[\ie do
efektu Efekty ksztalcenia zajeé ] efektow efektow
(W/&/olinne) kierunkowych | obszarowych
Ma wiedze nt. zrodet i struktury prawa wilasnos$ci
intelektualnej. Potrafi zdefiniowa¢ i dokonaé T1A W08
W_01 |interpretacji podstawowych norm prawnych =z w GiIK_W29 T1A"W10
zakresu ustawodawstwa dotyczgcego wiasnosci —
intelektualne;j.
Zna zasady ochrony autorskoprawnej i ochrony T1A W08
wiasno$ci przemystowej, a takze elementarne GIK W29 T1A"WO09
W_02 | zasady przeciwdziatania nieuczciwym praktykom w GIK W30 T1A W10
rynkowym. Rozumie znaczenie rozwigzan tej gatezi - T1A W11
prawa dla wspoétczesnej gospodarki. —
Wykazuje umiejetno$¢ stosowania przepiséw
prawnych prawa autorskiego i praw pokrewnych
U_01 |oraz prawa wilasnosci przemystowej w typowych w GiK _U01 T1A_UO1
sytuacjach faktycznych, w tym zwigzanych =z
funkcjonowaniem podmiotéw gospodarczych.
Potrafi w odpowiedzialny sposéb korzystaé z
utworéw, baz danych. Umie ubiega¢ sie o ochrone
U 02 |dla poszczegdlnych  przedmiotow  wtasnosci w GiK _U01 T1A_UO1
przemystowej, tj. ochrone w postaci patentu, prawa
ochronnego bgdz prawa z rejestracji.
Zgodnie z prawem eksploatuje utwory chronione. T1A_KO1
K 01 Stosuje zasady poszanowania praw autorskich przy w GiK _K02 T1A_KO02
- realizacji prac tworczych, w tym prac projektowych i T1A_KO05
dyplomowych. T1A_KO7
Potrafi wspotdziata¢ i pracowaé w grupie oraz
K 02 postepowac etycznie w ramach wyznaczonych rél W GiK _K01 T1A_KO1
- organizacyjnych i spotecznych. GiK _K07 T1A_KO03
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr - . do efektow
wykiadu Tresci ksztatcenia ksztatcenia
dla modutu
1. Pojecie prawa wlasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie W_01
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prawnym W_02
e Struktura wewnetrzna
o (Odrebnos¢ od innych gatezi prawa
e Modele ochrony débr intelektualnych
e Funkcje prawa wiasnosci intelektualnej
e Zrodta prawa whasnosci intelektualne;
Prawo autorskie i prawa pokrewne W_01
e Utwor jako przedmiot prawa autorskiego W_02
e Woylgczenia spod ochrony U_o1
2. U_02
e Bazy danych K 01
o Autorskie prawa majgtkowe i osobiste K_02
¢ Rodzaje praw pokrewnych
Ochrona praw autorskich W_01
e Dozwolony uzytek utworéw W_02
3 ¢ Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych 8—8;
e Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majgtkowych K 01
e Odpowiedzialno$¢ karna z tytut naruszenia praw autorskich K 02
Plagiat i zagadnienia szczeg6towe zwigzane z prawem autorskim W 01
e |Istota plagiatu W_02
e Odpowiedzialnos¢ prawna z tytutu popetnienia plagiatu U_01
4. o Odpowiedzialnos¢ dyscyplinarna studentéw szkdt wyzszych z u_02
tytutu popetnienia plagiatu K_01
e Ochrona wizerunku K_02
e Ochrona programéw komputerowych
Prawo patentowe i prawo wzoréw uzytkowych W_01
e Urzad Patentowy RP — zadania, struktura W_02
e Przedmioty ochrony U_o1
5. . e . . u_02
e Przestanki zdolnosci patentowej i ochronnej K 01
e Procedura rejestracji wynalazku i wzoru uzytkowego w Polsce K 02
o Tres¢ patentu oraz tres¢ prawa ochronnego na wzor uzytkowy B
Prawo wzoréw przemystowych i topografii uktadéw scalonych W_01
o Przestanki zdolnosci rejestrowej wzoru przemystowego i TUS W_02
6. e Procedura rejestracji wzoru przemystowego i TUS w Polsce 3—8;
o Tres¢ prawa z rejestracji wzoru przemystowego i TUS K 01
K_02
Prawo oznaczen odrézniajagcych W_01
e Pojecie, funkcje i rodzaje znakéw towarowych W_02
7. ¢ Prawo ochronne na znak towarowy — sposob nabycia, tres¢ 8—8;
e Ochrona oznaczeh geograficznych K 01
K 02
Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji W 01
8 e Tajemnica handlowa W_02
' e Czynny nieuczciwej konkurencji K_01
o Nieuczciwe praktyki rynkowe w dziatalno$ci gospodarczej i K_02
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| | zawodowej oraz zasady przeciwdziatania nim

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w_o01 | Kolokwium zaliczeniowe

w_02 | Kolokwium zaliczeniowe

u_o1 | Dyskusja i ocena pracy indywidualne;.

u_o2 | Dyskusja i ocena pracy indywidualnej.

K_01 | Obserwacja postawy studenta podczas zaje¢ dydaktycznych.
k_02 | Obserwacja postawy studenta podczas zaje¢ dydaktycznych.

D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéow ECTS
. - obciazenie
Rodzaj aktywnosci studqenta
1 | Udziat w wykfadach 15
2 | Udziat w éwiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 18
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje na zajeciach 0,72
wymagajacych bezposredniego udzialu nauczyciela akademickiego
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 3
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 4
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentaciji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 7
(suma)
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21 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach samodzielnej

pracy 0,28
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 25
23 | Punkty ECTS za modut 1

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi

25 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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